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(57) Изобретение относится к иссле-

дованию кристаллов с помощью дифрак-

ции рентгеновских лучей и может

быть использовано при изучении де-

фектов кристаллического строения

реальных кристаллов. Исследуемый

кристалл известной ориентации уста-

навливают в держатель образца, уста-

навливают нормаль к отражающей плос-

кости параллельно экваториальной

плоскости гониометра при выводе крис-

талла в кососимметричное брэгговское

положение. Облучают входную поверх-

ность кристалла монохроматизирован-

ным рентгеновским излучением источ-

ника со штриховым фокусом, поляри-

зованным так, что вектор электричес-

кой индукции перпендикулярен эквато-

риальной плоскости гониометра. Выве-

дение нормали к отражающей плоскости,

а следовательно, и дифрагированного

луча в экваториальную плоскость го-

ниометра позволяет регистрировать

кососимметричные дифракционные кар-

тины прямого и дифрагированного пуч-

ков, содержащих взаимодополняющую

информацию о дефектах как толстых,

так и слабопоглощающих, и тонких

кристаллов, что расширяет класс ис-

следуемых кристаллов, 1 ил.

да.



Изобретение относится к иссле-

дованию кристаллов с помощью дифрак-

ции рентгеновских лучей и может быть

использовано в рентгеновской транс-

миссионной топографии при изучении

дефектов кристаллического строе-

ния реальных кристаллов.

Цель изобретения - расширение

класса исследуемых кристаллов.

На чертеже изображена стереогра-

фическая проекция кристалла.

Способ осуществляют на гониомет-

ре с вертикальной осью и ориентаци-

ей штриха фокуса f трубки БСВ-П Си

параллельно экваториальной плоскос-

ти гониометра. Исследуемую плоско-

параллельную пластину монокристалла

кремния с плоскостью поверхности

(ill) устанавливают в держателе на

оси гониометра. Для осуществления

кососимметричной съемки при отраже-

нии от системы плоскостей (202) так,

что плоскость дифракции (плоскость,

содержащая прямой R
o
 и дифрагирован-

ный Rn лучи) составляет с нормалью

к поверхности кристалла угол # =30 ,

производят предварительную ориенти-

ровку кристалла, при которой нор-

маль его поверхности N (ill) и нор-

маль отражающей плоскости п устанав-

ливают в плоскость, содержащую ось

гониометра и перпендикулярную штри-

ху фокуса (полюсная фигура кристал-

ла с нанесенными на ней положением

плоскости дифракции (п- , R
o
, R^)

относительно нормали поверхности

кристалла N) и выводят плоскость

(202) в брэгговское положение тремя

последовательными поворотами крис-

талла, один из которых В= -̂  осу-

ществляют вокруг нормали поверхнос-

ти кристалла N, при этом п
? 0 2
 уста-

навливают параллельно экваториаль-

ной плоскости, другой сС' =30 - во-

круг нормали отражающей плоскости

(вокруг оси, лежащей в плоскости об-

разца и перпендикулярной оси гонио-

метра) для расположения плоскости

дифракции параллельно экваториальной

плоскости, третий в=22 40 - вокруг

оси гониометра до вывода отражающей

плоскости в брэгговское положение.

Облучают входную поверхность крис-

талла монохроматизированиым рентге-
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новским пучком и регистрируют лря-

мой и дифрагированный пучки на фо-

топластинку, параллельную выходной

поверхности* кристалла.

5 Предлагаемый способ по сравнению

с известным позволяет одновременно

регистрировать кососимметричные ди-

фракционные картины прямого и дифра-

гированного пучков, содержащих вза-

10 имодополняющую информацию о дефектах

как толстых, так и слабопоглощающих

и тонких монокристаллов, что расши-

ряет класс исследуемых кристаллов.

При этом за счет применения монохро-

15 матизированного излучения увеличи-

вается разрешение, а следовательно,

повышается информативность способа.

Способ может найти широкое приме-

нение при исследовании реальных мо-

20 нокристаллов, используемых в произ-

водстве полупроводниковых приборов.
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Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ кососимметричных съемок в
рентгеновской трансмиссионной то-
пографии, включающий установку
кристалла известной ориентации в
держателе на оси гониометра, пред-
варительную его ориентировку, при
которой нормаль поверхности крис-
талла и нормаль отражающей плоскос-
ти выводят в плоскость, содержащую
ось гониометра, вывод отражающей
плоскости в кососимметричное брэг-
говское положение, облучение вход-
ной поверхности кристалла пучком
рентгеновских лучей источника со
штриховым фокусом, регистрацию ди-
фракционной картины на фотопластин-
ку, параллельную выходной поверх-
ности кристалла, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью расши-
рения класса исследуемых кристаллов,
при выводе в кососимметричное брэг-
говское положение нормаль к отража-
ющей плоскости устанавливают парал-
лельно экваториальной плоскости го-
ниометра, а облучение входной по-
верхности кристалла осуществляют
монохроматизированным излучением,
поляризованным так, что вектор элек-
трической индукции перпендикуляр°н
экваториальной плоскости гониометра.
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